CHARAKTERYZACJA MATERIALOWA
ANALIZA STRUKTURY | SKLADU FAZOWEGO

* Charakteryzacja wtasciwosci materiatéw metalicznych
wykorzystywanych w przemysle (m.in. stopy tytanu, aluminium,
miedzi, stale konstrukcyjne, nowe stopy wielosktadnikowe
o projektowanych wtasciwosciach)
* Badanie struktury materiatéw z wykorzystaniem skaningowej
mikroskopii elektronowej i mikrotomografii komputerowej oraz
analiza sktadu fazowego z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej
* Petna charakteryzacja materiatéw proszkowych wykorzystywanych
w technologiach przyrostowych oraz innych gateziach przemystu
(m.in. rozktad wielko$ci proszkéw, wtasciwosci reologiczne,
porowatosc)

NFRASTRUKTURA
* System mikrotomografii komputerowej Nikon XT H 225 ST 2x
» Skaningowy mikroskop elektronowy ThermoFisher Scientific
AxiaChemiSEM
* Dyfraktometr rentgenowski Bruker D2 Phaser
* Optyczny mikroskop pomiarowy z funkcja profilometru Keyence
VHX-7000
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